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sisaldab Euroopa standardi EN 60904-8:1998
ingliskeelset teksti.

Standard on kinnitatud Eesti Standardikeskuse
18.12.2002 kéaskkirjaga ja jdustub sellekohase
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This Estonian standard EVS-EN 60904-8:2002
consists of the English text of the European
standard EN 60904-8:1998.

This standard is ratified with the order of
Estonian Centre for Standardisation dated
18.12.2002 and is endorsed with the notification
published in the official bulletin of the Estonian
national standardisation organisation.

The standard is available from Estonian
standardisation organisation.
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Photovoltaic devices
OéDart 8: Measurement of spectral response
Q) of a photovoltaic (PV) device
% (IEC 60904-8:1998)
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Dispositifs photovolta’;’que@ Photovoltaische Einrichtungen
Partie 8: Mesure de la réponse,spectrale Teil 8: Messung der spektralen
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(CEl 60904-8:1998) Q® (PV) Einrichtung
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This European Standard was approved by CENELE 998-04-01. CENELEC members are bound to
comply with the CEN/CENELEC Internal Regulation ich stipulate the conditions for giving this
European Standard the status of a national standard wi any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning @ ational standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC me .

This European Standard exists in three official versions (English, , German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CENEL mber into its own language and
notified to the Central Secretariat has the same status as the officlg

Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, ltaly, Luxe , Netherlands, Norway,

rsions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of ﬁéri Belgium, Czech Republic,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. E E .

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Européisches Komitee flir Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

© 1998 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

Ref. No. EN 60904-8:1998 E
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Foreword

The text of document 82/185/FDIS, future edition 2 of IEC 60904-8, prepared by IEC TC 82,
Solar photovoltaic energy systems, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was
approved by CENELEC as EN 60904-8 on 1998-04-01.

The following dates were fixed:

- latest dat;)y which the EN has to be implemented
[

at nation el by publication of an identical

national st:ﬁérd or by endorsement (dop) 1999-01-01
- latest date by ich the national standards conflicting

with the EN ha be withdrawn {dow) 2001-01-01

Annexes designated "%wative“ are part of the body of the standard.
In this standard, annex s normative,
Annex ZA has been adde CENELEC.

{S'Fndorsement notice

The text of the International Standa@lEC 60904-8:1998 was approved by CENELEC as a
European Standard without any‘modiﬁ@tion.
A



Page 3
EN 60904-8:1998

Annex ZA (normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and
the publicationg are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or
revisions of a these publications apply to this European Standard only when incorporated
in it by amendrfig@nt or revision. For undated references the latest edition of the publication
referred to appli@including amendments).

NOTE: When an inte%:nal publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the
relevant EN/HD applie O :

Publication Year i EN/HD Year

IEC 60904-1 1987 Photd¥ltaic devices EN 60904-1 1993
Part 1: urement of photovoltaic
current- lt}ge characteristics

IEC 60904-2 1989 Part 2: Req&ns?e ents for reference solar EN 60904-2 1993
celils &

IEC 60904-3 1989 Part 3: Measurem rinciples for , EN 60904-3 1993
terrestrial photovolt PV) solar devices
with reference spectr )fédiance data

IEC 61646 1996 Thin-film terrestrial photoéaic (PV) EN 61646 1997

modules
Design qualification and tpr%ovai



A
%

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60904-8
STANDARD

Deuxiéme édition
Second edition

1998-02

%

ositifs photovoltaiques —

Pa 8:
MesQ¥e de la réponse spectrale
d’un digdositif photovoltaique (PV)

/e
()
Photovolta@ devices —

Part 8:
Measurement @ pectral response
of a photovoltai ,6V) device

2
s
s
YA
%

Numéro de référence
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Numéros des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, Ies numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respec ent la publication de base, la
publication de ba orporant I'amendement 1, et la
publication de bas ;ﬁcorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la presen blication

Le contenu technique des %scanons de la CEIl est
constamment revu par la C in qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la c%je reconfirmation

de la publication sont disponibles d Catalogue de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces réw? a |'établis-
sement des éditions révisées et aux ape ldements
peuvent étre obtenus aupres des Comités natQﬁux de la
CEl et dans les documents ci-dessous: Q

¢ Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI

Acces en ligne* @

» Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour régulierement
(Accés en ligne)*

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et
les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEI 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEIl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

Publications de la CEI établies par
le méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a
la fin de cette publication, qui énumérent Iles
publications de la CEI préparées par le comité d'études
qui a établi la présente publication.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued
with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incorporating
amendment 1 and the base publication incorporating
amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from
IEC National Committees and from the following
IEC sources:

¢« |EC Bulletin

¢ |EC Yearbook
On-line access*

+ * Catalogue of IEC publications

Published yearly with regular updates
(On-line access)*

Terpminology, graphical and letter
%

For gen terminology, readers are referred to
IEC 6005 ernational Electrotechnical Vocabulary
(IEV). /'t‘

For graphical
approved by t
referred to public
be used in electric

ols, and letter symbols and signs
C for general use, readers are

IEC 60027: Letter symbols to
echnology, |EC 60417: Graphical
symbols for use onéuipment Index, survey and
compilation of the sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for ams.

IEC publications prepar the same

technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of
this publication which list the IEC publications issued
by the technical committee which has prepared the
present publication.

* See web site address on title page.
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[ IEC 1998 Droits de reproduction réservés O Cop@ - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publicagi ay be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun any form or by an ns, electronic or mechanical,

procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo- including photocopying and microfilm, without permission in
copie et les microfilms, sans l'accord écrit de I'éditeur. writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
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Commission Electrotechnique Internationale
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS PHOTOVOLTAIQUES —

Partie 8: Mesure de la réponse spectrale
d'un dispositif photovoltaique (PV)

6/' AVANT-PROPOS
Q)

de I'ensemble des co électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a pour objet de
favoriser la coopératio ternationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'éIectro@Je. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales.
Leur élaboration est confié es comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. rganisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEl, particip également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation , selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

1) La CEIl (Commission %technique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

2) Les décisions ou accords officiels El concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure
du possible un accord international Ie§ sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d}mdes.

3) Les documents produits se présentent@us la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports technigues ou gui@et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internatiopale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure p £ les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence en norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs cette derniére.

.. 2 * . . . . ee 2

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le mar % comme indication d’approbation et sa responsabilité

n'est pas engagée quand un matériel est déclaré confo a I'une de ses normes.

6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléme@de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droifS analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propri@t de ne pas avoir signalé leur existence.

Q

La Norme internationale CEl 60904-8 a été établie pa comité d’études 82 de la CEl:
Systémes de conversion photovoltaique de I'énergie solaire™ A

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition@nolingue, anglais) parue en

1995 et constitue une révision technique. Oz
Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 6£
FDIS Rapport de vote &
82/185/FDIS 82/197/RVD L

&§

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PHOTOVOLTAIC DEVICES —

Part 8: Measurement of spectral response
of a photovoltaic (PV) device

A
% FOREWORD

all national electrote jqal committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operati
this end and in addition o
entrusted to technical co
participate in this preparato
with the IEC also participate in
for Standardization (ISO) in
organizations.

The IEC (Internationa%rotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
ther activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
iffees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
rk. International, governmental and non-governmental organizations liaising
preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
@)rdance with conditions determined by agreement between the two

The formal decisions or agreemen;ifgf ihe IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on ty elevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of ﬁ)mmendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides an e§ are accepted by the National Committees in that sense.

In order to promote international unification
Standards transparently to the maximum ext
divergence between the IEC Standard and the
indicated in the latter.

National Committees undertake to apply IEC International
!r(Nossible in their national and regional standards. Any
Zsponding national or regional standard shall be clearly

*

The IEC provides no marking procedure to indicate it roval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its st éds

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for id@ing any or all such patent rights.

International Standard IEC 60904-8 has been prepared %C technical committee 82: Solar

photovoltaic energy systems. Ve

This second edition cancels and replaces the first edition (mo gual, English) published in
1995 and constitutes a technical revision. Oz

The text of this standard is based on the following documents: 6£

FDIS Report on voting &:

82/185/FDIS 82/197/RVD (p

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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DISPOSITIFS PHOTOVOLTAIQUES —

Partie 8: Mesure de la réponse spectrale
d'un dispositif photovoltaique (PV)

1 Domaine d'application

Cette partie de?,'CEI 60904 est un guide pour la mesure de la réponse spectrale des
dispositifs photo @Tques, linéaires et non linéaires. Cette norme est applicable uniquement
aux dispositifs a une le jonction.

(@)

2 Références normat%

Les documents normatifs s nts contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
gui y est faite, constituent de@ positions valables pour la présente partie de la CEl 60904.
Au moment de la publication, Ie@uions indiquées étaient en vigueur et les parties prenantes
aux accords fondés sur la présénte.partie de la CElI 60904 sont invitées a rechercher la
possibilité d'appliquer les éditions'é) plus récentes des documents normatifs indiqués ci-
apres. Les membres de la CEl et de I% possédent le registre des Normes internationales en
vigueur.

CEIl 60904-1:1987, Dispositifs photovoltai'q%— Premiére partie: Mesure des caractéristiques
courant-tension des dispositifs photovoltaiq
Z:

CEI 60904-2:1989, Dispositifs photovoltaiques @ euxieme partie: Exigences relatives aux
cellules solaires de référence

CEI 60904-3:1989, Dispositifs photovoltaiques — Tr%ne partie: Principes de mesure des
dispositifs solaires photovoltaiques (PV) a usage érestre incluant les données de
I'éclairement spectral de référence @

A

CEIl 61646:1996, Modules photovoltaiques (PV) en couches n@oes pour application terrestre —
Qualification de la conception et homologation

3 Exigences spécifiques pour les dispositifs a couches mince /

3.1 Evaluation préliminaire de la stabilité &

Avant la mesure de la réponse spectrale des dispositifs a couches minceg, dispositif en
essai doit étre stabilisé (si nécessaire), comme spécifié dans la méthode d'&skai d'exposition
prolongée au rayonnement lumineux (voir CEl 61646).

3.2 Mesure sous la lumiére blanche d'activation

La mesure de la réponse spectrale doit étre effectuée sous la lumiére blanche d'activation,
similaire a la distribution spectrale relative AM 1,5, a un niveau suffisant tel que la réponse
spectrale ne change pas de fagon significative, lorsque le niveau de polarisation est réduit de
50 %.
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PHOTOVOLTAIC DEVICES -

Part 8: Measurement of spectral response
of a photovoltaic (PV) device

1 Scope )\

This part of IEC 4 gives guidance for the measurement of the relative spectral response of
both linear and r@—linear photovoltaic devices. This is only applicable to single-junction

devices. O,
(@)

2 Normative referenc%

The following normative do

nts contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this pa IEC 60904. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative docum are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 60904 are en gn’aged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative doc@ents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid Internationa@andards.

IEC 60904-1:1987, Photovoltaic devices At 1. Measurement of photovoltaic current-voltage
characteristics @

L

IEC 60904-2:1989, Photovoltaic devices — Part {nguirements for reference solar cells

IEC 60904-3:1989, Photovoltaic devices — Part 3. Measurement principles for terrestrial
photovoltaic (PV) solar devices with reference spect diance data

IEC 61646:1996, Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) m?t@s — Design qualification and type

approval )
%

3 Specific requirements for thin-film devices QO

3.1 Preliminary assessment of stability @

Before the spectral response measurement of thin-film devices, the dev@mder test shall be
stabilized (if necessary), as specified in the light soaking test procedure eﬁc 61646).

3.2 Measurement under white bias light (p

The spectral response measurement shall be done under white bias light, similar to the AM 1,5
relative spectral distribution, at such a level that the spectral response does not significantly
change when the bias level is reduced by 50 %.





